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FOREWORD

This amendment has been prepared IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

CDV Report on voting
47/2018/CDV 47/2061/RVC

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report
on voting indicated in the above table.

The committee has decided that the contents of this amendment and the base publication will
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the
publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.

2 Normative references
Replace the existing'reference:

IEC 60695-2-2:1995, Fire hazard testing — Part 2: Test methods — Section 2: Needle-flame
test

with the following new reference:

IEC 60695-11-5:2004, Fire hazard testing — Part 11-5: Test flames — Needle-flame test
method — Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance

3 Test procedure

In Item c) and Item d) change references ‘as per Figure 1b of IEC 60695-2-2’ to ‘according to
Figure 1b of IEC 60695-11-5:2004".

In Item e) change the reference ‘clause 4 of IEC 60695-2-2° to ‘according to 5.4 of
IEC 60695-11-5:2004°
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 47 de la CEl: Dispositifs a semi-
conducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote
47/2018/CDV 47/2061/RVC

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cet amendement.

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publication de base ne sera
pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date,
la publication sera

* reconduite,

s supprimeée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

2 Reéférences normatives

Remplacer la référence existante:

CEI 60695-2-2:1995, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 2: Méthodes d’essai —
Section 2: Essai au brileur-aiguille

avec la nouvelle référence suivante:

CEI 60695-11-5:2004, Essais relatifs aux risques du feu — Partie 11-5: Flammes d'essai —
Méthode d'essai au brileur-aiguille — Appareillage, dispositif d'essai de vérification et lignes
directrices

3 Procédure d’essai

Dans le point c) et point d) changer la référence «selon la Figure 1b de la CElI 60695-2-2» par
«selon la Figure 1b de la CEl 60695-11-5:2004».

Dans le point e) changer la référence «selon l'article 4 de la CEl 60695-2-2» par «selon 5.4
de la CEIl 60695-11-5:2004».
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